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	Minden fontos kontraszteljárás beépítve
Minden eljárás egyetlen állványon elérhető.
Egyszerű ferdeirányú megvilágítás, differenciál interferencia kontraszt (DIC), és – most először beépítve – Dodt grádiens kontraszt, valamennyi egyszerű átkapcsolással választható, minden különösebb erőfeszítés nélkül.
Ez adja a rugalmasságot, így gyorsan reagálhat a mintái természetére és az optimális láthatóságot adó eljárást választhatja. 
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Purkinje sejtek egy egér kisagyában, IR Dodt grádiens kontraszt.
F. Kirchhoff, Max Planck Kísérleti Orvostudományi Intézete, Göttingen, Németország
Az Axio Examiner új szabványokat határoz meg még a legegyszerűbb kontraszt eljárás esetén is.
A ferdeirányú fény minden extra költség vagy erőfeszítés nélküli alaptulajdonság, amely minden olyan gyűjtőlencsébe be van építve, amelynek modulátor kereke van. A szegmens blende 360°-os elforgathatóságának köszönhetően az árnyék és a különböző minta struktúrák iránya könnyen összeegyeztethető.

Dodt grádiens kontraszt
A polarizált fényt (DIC) használó kontrasztmódszerekkel vagy a ferdeirányú megvilágítással összehasonlítva, a szabadalmazott Dodt grádiens kontraszt számos előnyt kínál a vastag agymetszetek vizsgálatánál, amelyek túlzott mértékben szórják szét a fényt.

Magasabb felbontást és erősebb kontrasztot kaphat, ami a nagyobb szövetmélységekben növeli a struktúrák láthatóságát. A módszerhez nincs szükség költséges polarizációs alkotórészekre.

A Carl Zeiss olyan adaptert tervezett, amely egy beállító formájában közvetlenül építi be a mikroszkópba ezt a vonzó módszert. A 360°-os szegmens forgatású Dodt grádiens kontraszt így teljesen ellenőrizhető a mikroszkóp elülső részéről, a pipetták vagy más szerelvények akadályozása nélkül.



nagyítás
A Dodt grádiens kontraszt alapelve: A speciális szegmens blende és egy diffúziós lemez elhelyezkedése csökkenti a szétszórt fényt a mintában, miközben a világító fény bármely részét teljesen elnyomná. Következésképpen a képi artefaktumok kerülendők, és kiváló eredményeket lehet elérni a fényt különösen szétszóró, vastag mintákkal.

Differenciál interferencia kontraszt (DIC)
A vékonyabb vagy a fényt kevésbé szétszóró mintákkal a DIC nem nyújt kiemelkedő képi eredményeket. Az Axio Examineren ez az eljárás a Sénarmont változatban található meg. A kontraszt finomítását nem az objektív feletti DIC beállítóval kell végezni, hanem a gyűjtőlencse alatti polarizálóval, ugyanis a beállítók távol esnek a kritikus mintahelytől.

Látható (VIS) vagy infravörös (IR) fény?
Valamennyi eszköz infravörös fénnyel is elérhető.
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